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摘要  应用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES)同时测定K2CrO4中微量Ca, Mg, Ba, Co, Cd, Cu, Mn, Pb, 

Sr, Zn, Al, Fe, Ni, Ti, Si, V等杂质元素含量。通过选择合适的分析谱线，采用基体匹配法消除了样品中基体元

素的干扰。结果表明，在选定的测定条件下，方法的标准曲线线性关系良好(R2=0.998 6～1.000)，实验测得

16种元素的检出限在0.075～2.625 mg·kg-1之间，两次测定的加标回收率在83.7%～113.0%之间，9次测

定的RSD小于9.48％。实验表明该方法快速、简便、准确、可靠，可用于实际样品分析。通过对测定结果的分

析，得出K2CrO4中含有较高含量的Ca, Mg, Al, Si，不能直接用来作为离子膜法电催化合成铬酸酐的原料，必

须对K2CrO4进行进一步的精制。 
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